- Forschungsprojekt ROBUST

Anti-Aging fiir Chips

Chips werden immer kleiner und
komplexer — aber wie muss so ein
nanoelektronisches System kon-
Struiert sein, damit es trotzdem
robust bleibt und nicht vorzeitig
altert? Das haben Wissenschaftler
und Industrie-Experten im Rah-
men des BMBF-Forschungspro-
Jjektes ROBUST untersucht.

as vom Bundesministerium fiir Bildung
Dund Forschung (BMBF) gefdrderte

Forschungsprojekt wurde vor Kurzem
erfolgreich abgeschlossen. Seine Ergebnisse
dienen dazu, auch bei kiinftigen Generatio-
nen integrierter Schaltungen die notwendige
Robustheit trotz hiherer Komplexitit sicher-
zustellen. »Dank der weiter fortschreitenden
Integration werden die Chips immer leis-
tungsfahiger und kénnen immer komplexere
Aufgaben bewiltigen. Aber die damit einher-
gehende Verkleinerung der Strukturen fiihrt
zu einer stark zunehmenden Empfindlichkeit
fiir Stérungen und immer deutlicheren Alte-
rungsprozessen. Um dem entgegenzuwirken,
hat das Projekt ROBUST ein MaB zur Bewer-
tung der Robustheit von Chips entwickelt
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und dariiber hinaus Anti-Aging-Ldsungen fiir
kiinftige Chips erforschte, erkldrt Dr. Dieter
Treytnar, Projektmanager beim edacentrum.
In den néchsten Jahren wird sich die Anzahl
der Transistoren auf einem Chip weiter ver-
vielfachen: Bereits fiir 2015 rechnet man mit

~ einer Milliarde Transistoren auf einer Fliche

von weniger als 1 mm2. Die Wahrscheinlich-
keit, dass einer der Transistoren im Laufe sei-
nes Lebens versagt, nimmt damit zu. Dies wird
zusatzlich dadurch verstirkt, dass bei so klei-
nen Strukturen die Alterungsprozesse immer
deutlicher auftreten werden. Deshalb ist es
wichtig, friihzeitig neue Methoden zu erfor-
schen, um diesen absehbaren Schwierigkeiten
wirksam zu begegnen.
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Erstes Ziel des Projekts ROBUST war es deshalb,
ein eindeutige Definition von »Robustheit« zu
entwickeln und daraus eine MaB3zahl, das Ro-
bustheitsmaB, abzuleiten. Als Robustheit eines
elektronischen Systems kann gelten, wie lange
es starken Belastungen und Stérungen wie me-
chanischen Beanspruchungen, Temperaturein-
fliissen, Elektromigration etc. widerstehen
kann. Das Robustheitsmal erlaubt die syste-
matische Bestimmung und Verbesserung der
Robustheit nanoelektronischer Systeme. Das
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sind Chip-Systeme, die viele elektronische
Funktionen in einem Chip (System-on-Chip,
SoC) beherbergen. Der Alterungsverlauf im
Chip hdngt von den Einsatzverhiltnissen ab.
Weiteres Projektziel war es deshalb, diese Ro-
bustheitsbewertung auf den Alterungsprozess
von Chips anzuwenden und Alterungsvorher-
sagen fiir ein angenommenes Einsatzszenario
zu ermdglichen: Beispielsweise berechnet ein
Chip in einem Fahrerassistenz-System den Al-
gorithmus wahrend eines gefahrenen Kilome-
ters an die 3 Millionen Mal. sMit dem entwi-
ckelten Robustheitsmaf wird es kiinftig mog-
lich sein, auf Basis genauer Kenntnis der Ein-
satzverhltnisse und Alterungsprozesse sowohl
den Chip als auch ein gesamtes System ausrei-
chend robust auszulegens, erljutert Dr. Peter
van Staa, Vice President und zusténdig fiir die
Designtechnologien im Bosch-Halbleiterbe-
reich. (z) |
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